INGENIER IA DE COMPUTADORES III

INSTRUCCIONES

Por favor, entregue todas las hojas de enunciado junto con el examen.
Dispone de 2 horas para realizar el examen.

MATERIAL PERMITIDO: Ninguno.

Pregunta 1(2 puntos)

Tomando como base el siguientedigo VHDL, dibuje el cronograma de evoloa de las
sdalesx1, x2, x3, x4, x5 entre los instantes 0 y 50 ns.

l'i brary | EEE;
use | EEE. std logic_1164.all;

entity cronoWis
end entity cronoW

architecture cronoWof cronoWis
signal x1, x2, x3, x4, x5 . std_|ogic;
begi n
x1l <="1",
"0 after 10 ns,
"1 after 20 ns,
"0’ after 30 ns,
1" after 40 ns;
X2 <='0",
"1 after 25 ns;
Procl: process
variable valor : std_logic;
begi n
wait for 10 ns;
x3 <= x1;
for i in 0to 3 loop
valor := x1 or X2;
x4 <= val or;
x5 <= x4;
wait for 10 ns;
end | oop;
wai t ;
end process;
end architecture cronoW



Pregunta 2(3 puntos)

Escriba en VHDL laarchitecture que describe el comportamiento del circuito combinaciona
mostrado en la siguiente figura.

a(7:0) —» a>b —px1

a=b ——px2

b(7:0) —» a<b —»x3
sel

Este circuito realiza la comparaci de las s&ales de 8 bita y b. Estas sBales son interpreta-
das como aimeros binarios con o sin signo dependiendo del valor deiial sie entradael .
Sisel = 1’ , se realiza la comparami entrea y b interprefindolos como iimeros binarios con
signo. Por el contrario, siel = 0’ la compara®n entrea y b se hace interprahdolos como
nimeros binarios sin signo. El circuito tiene tres salidasx2 y x3 que valen ‘1’ §lo en el
caso de quea > b, a= by a < b, respectivamente. A continuéci se muestra lantity del
circuito incluyendo la declaramn de lasinicas libreras que se han de usar en el dise

I'ibrary |EEE;
use | EEE. std | ogic_1164. all;
use | EEE. nuneric_std. all;

entity conparador is port
( x3, x2, x1 : out std_|logic;
a, b :in std logic_vector(7 dowto 0);
sel :in std_logic );
end entity conparador;

Pregunta 3(2.5 puntos)
Programe en VHDL un banco de pruebas del comparador que &dadw al resolver la
Pregunta 2. El banco de pruebas debe comprobar el funcientmiel circuito para los
vectores de test siguientes:
ea="11111111",b="00000000",sel =" 1’
ea="11111111",b="00000000",sel =" 0O’
e a="00001110",b="00001111",s€el =" 1’



a="00001110",b="00001111",sel =" O’
a="01111111",b="01111110",sel =" 1"
e a="01111111",b="011121110",sel = 0O’
e 2="00011110",b="00011110",sel =" 1"
e 2="00011110",b="00011110",sel =" 0O’

El banco de pruebas debe comprobar para cada vector deléesilgila de la UUT es correcta,
mostrar un mensaje cada vez que la salida de la UUT no sea@teoyrenostrar un mensaje al
finalizar el test en el que se indique €élmero total de salidas incorrectas.

Pregunta 4(2.5 puntos)

Disenie en VHDL una memoria de acceso aleatorio que contenga abrpalde 8 bits (RAM
16 x 8). Tal como se muestra en la siguiente figura, la RAM tienebwsade entrada de datos
(data_i n), un bus de salida de datasaf a_out ), un bus de direccioneaddr ), una entrada
de reloj ¢l k) y una entrada para habilitar la escritune_(ena).

RAM

word 0

data_in =l

word 1

word 2 p—] (ata_out

addr se—

]

clk Wr_ena

La sdialdat a_i n se almacena en la posici indicada poaddr cuando la séalw _ena estia
']’y la sefalcl k est en el flanco de subida.

Por otro lado, el bus de salida de datos debe mostrar conianta los datos seleccionados
poraddr .

Realice el diseo en VHDL de modo que elimero de bits de cada palabbats) y el nimero
de palabras de la memoriaof ds) sean constantes de tigeneric



